Tabena 5.2. Cnenudukanuja npeaMera

Crynujcxu nporpam : Ilpumemena marematuka (MAII)

Ha3zus npeamera: YBOJA Y MAIIIMHCKO YYEIBE (I1506)

Hacrapuux/Hacrapuunu: Hatama Kpkien Jepunkuh

CTaTyC npeamera: 00aBe3HM Ha MoayJjay AHAJINTHKA nmoaaTaka u CTaTuCTHUKA

Bpoj ECIIB: 5

YeisoB: BepoBarnoha

Hu/b npeamera

- PazymeBame 0CHOBHHX METO[]a MAIIIMHCKOT YUeHa.

- PazymeBame mpeqHOCTH ¥ MaHa TIOjeAMHAYHAX METOIA.

- CiocoOHOCT n300pa oArosapajyher metona 3a 3aaTé mpoOIeM.

- CtocoOHOCT UMITIEMEHTAIHj€ Y PETICBAHTHUM CO(TBEPCKUM MaKeTUMa.

Hcxon mpenmera

CTylIeHT CTHYE OCHOBHO 3HAame M pPa3’yMeBamkbe¢ METOAAa MAIIMHCKOT Yyuea, IO0jJMOBE M KOHIICNTE
TpeHHpama M TeCTUPamka METONa, TPelIke TPeHUpPama W TeCTHpama, W pa3yMeBarme pe3yiITara/ucxona
paNUYUTUX OCHOBHUX aJrOpUTamMa MalllMHCKOT y4Yema.

Capgp:xaj npeqmera
Teopujcka nacmasa

OCHOBHE METOZI¢ W KOHIICNTH MAIIMHCKOT yuewa, YKJbyuyjyhu ciexehe: HaamienaHo M HeHaIIeAaHO
yueme, KilacupuKanyja, perpecuja U KIacTepoBame, M0jaM IpelIKe TPEHHpama M Ipellke TecTUpamba,
overfitting, crabna omtyunBama, 6ajecoBcku Momenu, K Hajommkux cyceaa, K-means, ocHOBe penyKiiuje
JMMEH3HOHATHOCTH T0/IaTaKa, OCHOBE HEYPAIHUX MPEXKa.

Ipaxmuuna nacmasa

Yno3HaBame ca n3abpaHuM cOYTBEPCKUM MaKkeTHMa M OHOIMOTEKamMa 32 MAIIMHCKO YUemhe W IPUMeHa Ha
jeAHOCTaBHE MPOOJIeMe U CKYIOBE CTPYKTYPUPAHHX IT0JaTaka Majie JUMEH3Hje.

Jluteparypa
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Bpoj yacoBa akTHBHE HacTaBe Teopujcka HacTaBa: 2 [pakTnyna HactaBa: 2

Metone uzBolhem-a HacTaBe

[IpenaBama; NoHaB/bamke; aKTUBHO yuelihe cTyaeHara y periaBamy npodiema. TectoBu 3Hama—aomahn
3ananu. [I[pumena Ha jegHOCTaBHE MpodiieMe ca (pealHuM) CTPYKTypUPaHUM TIOAAMa Malie 710 yMepeHe
JTMEH3Hje.

Ouena 3Hama (MakcuMaJiHu 0poj moena 100)

noeHa
IIpenucnutHe 00aBe3e 3aBpuIHM HCTIUT MoeHa

Jomahu 3amany, MUHE TIpojeKar 30 3aBpILIHU UCTIUT 70




